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O recente interesse despertado pela nanotecnologia como area de pesquisa vem gerando grandes expectativas na
ciéncia de materiais, motivado pelas possibilidades de desenvolver novas propriedades fisicas e quimicas, além das
potencializando aplica¢des tecnologicas dos materiais nanoestruturados. Um dos principais interesses na obtengdo de
pos na escala nanométrica € o de viabilizar corpos ceramicos com novas propriedades, antes ndo alcangadas em
materiais convencionais. Outra caracteristica de interesse tecnologico dos pos nanométricos € a alta area superficial
que favorece a sinterizacdo em temperaturas inferiores. Em fungdo destas caracteristicas, pode-se obter materiais
altamente porosos, também em escala nanométrica, que sdo muito uteis em processos de separagdo de gases ou
filtracdo de poluentes, por exemplo. Este trabalho visa caracterizar quanto a distribuicdo de tamanho de particulas,
tamanho de cristalitos e area superficial, pos nanométricos baseados em zirconio e silicato de zirconio. Estes oxidos
tém inimeras aplicagdes, dentre estas a fabricagdo de membranas ceramicas, suporte para catalisadores para uso na
fabricagdo de células de combustivel, pigmentos ceramicos entre outros. Para a obtencdo destes pos, foram
preparadas formulagdes a partir de alcooxidos dos cations precursores diluidas em etanol com agitacdo constante, a
um pH e uma proporgao de agua controlada. Os produtos assim obtidos foram caracterizados por difragdo de raios-X,
microscopia eletronica de varredura, determinagdo da area superficial especifica por BET, distribui¢do de tamanho
de particula por espalhamento de luz e para a determinagdo do tamanho de cristalitos foi adotado o método de
Wiliamson-Hall.
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